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はじめに 

CO2や NO2といったガスは、中赤外域の波長で大きな吸収特性を有し、中赤外光を利用したガス検出

技術が開発されている。しかしながら、中赤外域光源に対する光検出器の性能は不十分であり、高速

応答・高感度の光検出器の開発が望まれている。我々は現在、光検出器に光捕集効果・電界増強効果

を持つ光アンテナを搭載した構造を検討しており、そのためには光アンテナの特性を把握することが

不可欠である。今回、HfO2/ Al2O3上にダイポール型光アンテナを搭載した素子により反射スペクトル

を観測した。その結果、スペクトルには表面フォノンポラリトンではなく、レストストラーレン反射

による信号が現れていることが分かった。 

 
実験結果と考察 

ダイポールアンテナは HfO2/Al2O3/Si基板上に作製した。Al2O3層（厚さ: 6 nm）と HfO2層は原子

堆積法(ALD: Atomic Layer Deposition)で Si基板上に積層した。1 個のアンテナのサイズは長辺方

向が 2.06m、短辺方向が 0.1m であり、10×8個からなるアレイ素子の反射スペクトルを観測し

た。測定には顕微 FT-IRを用い、Al2O3上にある HfO2の厚さを変えて調べた。用いた FT-IR装置の

低域での限界は 750 cm-1にあり、この近辺では S/N比が低下するので測定回数は 2000回に設定し

た。HfO2の層厚が 10 nm、20 nmのときの測定結果を図 1に示す。層厚が 10 nmでは 970 cm-1を中

心とした領域に反射率スペクトルの窪みが見られたが、20 nmでは見えなくなっている。このよう

な反射率特性を示すものとして、表面フォノンポラリトンによる信号(S信号)とレストストラーレ

ン反射に伴う信号(R 信号)が考えられる。そこで、

ALDにより積層した Al2O3において S 信号が現れる

かどうかを調べるために S信号の分散特性を計算

した。計算には ALD製 Al2O3、HfO2の屈折率をエリ

プソ測定した結果を用いた。屈折率の測定結果から

ALD製 Al2O3の TOフォノンと LO フォノンはそれぞ

れ 750 cm-1と 950 cm-1近傍にあると推定されるが、

通常の S 信号に見られる分散特性は得られないこ

とが分かった。したがって、図 1の反射率特性は R

信号によって生じたものと考えられる。 
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図 1. HfO2の厚さを変えた時の反射率特性 
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